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KEYENCE

Principe de fonctionnement.

Le capteur utilisé :

Principe de la mesure

Le Li-CCD permet de réaliser des mesuras de
haute précision

Le principe de la mesure est fondé sur ks trisnoulation.
La position de la lumigre réfliéchie sur e Li-CCD 26
déplace pendant que la postion de la cible change. La
mesure de lamplitude de déplacement de la cible
z'effectus en détectant ce changement .

Triangulation

Organisation du capteur :

ABLE

v

13

o &
sl }

Cible

Li-CCD

ABLE est 'organe de commande
intelligent qui contrdle la durée
d'émission, la puissance et le gain
facteur d'amplification du CCDY
des trois composantes laser
*ABLE= Active Balanced

Laser control Engine

/A

Optique & double sens

Offre une précision, une
rapidité et une sensibilité
ameliarées

Objectif haute
préecision

Disponible en deux modéles :

modéle & spot large, offrant une
excellente stabilité de mesure, et
modéle i spot fin, idéal paur les cibles
minuscules et les mesures de profil.

Spécifications : voir I’extrait de catalogue.

Les objectifs de haute
préacision Ernostar intégrés a
la téte de capteur assurent
das mesures trés précises et
d'une grande stabilita.

Longue portee 190
guer LK-G152 vomm  tERmm  1semm 120 pm
P e o i 0.5 um

Faizceau == i i

laroe LK-5157 = Forée de mesure: 150 £40 mm 120 1700 pm
Téte de capteur
Modsike LI-GRA GET LEG1ERG1ET
Type de montags Faflexlon difuss Rdlizxion spedoukana Adlkexion dfusa Fiaflgbon sp==culake
Disdmincs de réfbremcs somm 752 mm 150 mm 147 5 mm
Flage de mesurs - =1Emm =14 mm =40 rmm £3Imm

Laser noude 4 semi-oonducieur

ET_:IL Longusar d'onide 820 nm [vizlblk), Clyass 2 (CET
Barts 0,05 mW rmax.
Dilam ¥tre du speot Eny. 700x% 11900 pm [EET), Eme 120 % 1700 =m §3157,
(& la distanos de rafnencs) Eny. 70 um {EA3) Emv 01233 um (3152
Lirsaris = =0,05%: de o plire dchale pleine dohslla =15 mm) =0, 0% 3% la plene schebe (plaire dchala = =40 mm}
Hﬂpﬂlnhllllﬂ*- 02 pm 0.5 um

Fréquenae d"schartiiionrage

SOGIOCT O WS00M 000 ps 8 riva s au chob
Carina aubour de la mesura ©verl

Arfchage LED

Cars B one de mesung | orarge

Haors de la zons de mesuna S omngs cignotan

Curachirlotiguea de empénaturs

001% da la pleine schelle”™C [pleine dohiella =315 mm) | 0,0 % dalapkine ddrala™C (plaira Gchala = =40 mim)

Cominction prodedt foe IFET [IECE05 3

Luminanos amblants Lamps uorssoenta ou & Incandascenca & 10 000 lux max.
IF:::::W a Tampérature ambdants 0 & +50°C, pad de condenation

Hursldbs redoribee 35 3 85%, pas do condensaton

Fisalarlang @ aw vhbratiors 10 4 55 Hr, amplhuds mulbpk de 1,5 mm, pandant 2 h subant X, Y el Z
Markérau ALminium mouki sous
Polde {olibks comprs) Erw. 350 g Erw. 200 g

1. Plge cbinua s cbka da raftnonc KEVEMCE (dRmiqua).
LE-23325AT : Pour ungvissse déchaniliomageda 20us,

LEE1 ERETET : Pouruna viasse dachani
2. Plegecbrianus oo ool derefience KEYEMCE (4
3. Fieje cbianua s rdlarencs KEYEMCE [ELE), aver

tems i gration.

L T

| an rell don apdoslain
1 prochs| en ndflodon apaculnira
s, 0 miade Eandand.

teamges o iriag Fation 3 la distarcs deralerencs. La valer anirs pand nifilises reprasents la |insartid typiqua cbizmue en masurani lcibla s 16324

w vl o -3 {cbié procha) A <16 mm fodtd
ﬂnqnmmafm.;ﬁ '

i o) e rell goco n i LES, 63T |'-D\:\H-Eu:hn:m =14 mim [olis
proche) & 40 mm o ha] & -32imm

procha] en rad edon difusa, 622 o
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GOP2 KEYENCE

Dimensions :
Téte de capteur LK-G152 /157

ei26
Montage de type
réflenion diffuse
Maontage de type
réflexion spéculaire
4 T
2xodd a0 2 2.2
Trou de fisati
=
76,2 g8
42
821

17"
. ? |
7 110 & 100 108541865 T II

Le controéleur :
Pour fonctionner, le capteur est piloté par un contrdleur assurant I’interface avec un ordinateur
Les sorties disponibles sur le contréleur sont au nombre de 3 :

- USB
- RS232
- Signal analogique -10 V + 10 V

Logiciel :

LK-Mavigator prend en charge le réglage optimal du LK-G et la collecte des données & partir
d'un PC. Les réglages peuvent se faire par USB.

Téte de
capteur LK-G Controleur LK-G
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GOP2

Le loqiciel de configuration :

Lancement du programme LK-Navigator:

Il apparait alors la face avant du programme de configuration

Configuration du type de mesure :

Pour I’application proposée, on mesure des objets opaques.

* LK-Navigator

=1o1x|

FileiF) Wigw(D) Communication{]) Communication Settings(Q) HelpiH)
7 5 8 Wigw Wigt Wigw —
H;S;'\;ziﬁgig,gs ﬂ Sli'ncd‘jﬁ:g'i;g[s Measurement “ Received Light B’ Received Light [rata Storage
Walue W avafarm ‘wiaveform

Program

No.1
Ho.2
Mo.3
No.4
No.5
No.B
No.?

Copy[i]
Faste[Z]

i (E)

Head-& | HeadB I ouT1 I ouTz2 I Carnrnat settingsl Settings ListI

Measurement
mode(k]

ABLE(F)

Reflection tupe

I Transparent object-2

Standard
Half-tranzparent object
Transparent object
Transparent object-2

Multiple reflection solid

[ferro =7 - [5
ABLE Tuning(t)

|~ |

ALARM ErrorfA)]

zelection
mode(B]

Diffuse reflection

I 8 Times

‘wihen ALARM is issued. the measurement obtained
immediately befare the ALARM iz held before the
number of ALARM emrors reaches the set "Mumber of
Errors™. 1F 939 iz set in “Mumber of Ermors"”, ALARM
erfor processing iz disabled.

ALSAM Level) [ 4
1

Mumber of Erors

Eﬁsltr[ooﬂﬁ;enl Copy the Head-A setting[C] | Faste the capied head settingl] |
Setting(E]
OpeniL] | Save(S] | Exitfx<) Help[T) |
Configuration du nombre d’échantillons:
Ici on effectue la moyenne de 256 mesures pour déterminer une valeur.
¥ LK-Navigator i il 4

File(F) Wiew{D) Communication{1) Cammunication Settingsi0)  Help(H)

Feceive settings
fromn controler

Send seftings " Wiew
to controler easurement
Walue

Wiew Wiew
“ Feceived Light u Feceived Light

Wwiaveform

W aveform

| [rata Starage

Head-AI Head-B| ouT1 | DUT2| Commor settingsl Seftings ListI

Global
initialization[2]

Controller
Envvironment
Setting(E]

Hysteresis(B]

Tolerance Comparator

Upper limit walue(l]

Laower limit walue(G]

Program
Calcula s
I methodi] |Headd =l '}"j;f:;i‘g[i{]t 4> Scaling, Offset(R) | 4> Display, Anslag(N]
Mol AESTN e e
Mo.2 target{] I lsipeels j Measurement mode() I MNORMAL j
Mo.3 ) . 1] |EXT-TRIGGER-1 =l
Nod Nb échantillons par mesure
Mo.5 IMoving-average 'l
LCE Awveraging Times(d) | Times
Mo.7

40,0000 mm

-40.0000 mm

I 0.0000 mm

Copy OUTT setings(C) |

Faste DT setings(v]

Operll) |

Save(S) | Exitfi<] |

Help(T]

KEYENCE
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GOP2 KEYENCE

Ajouter scaling offset

Configuration de la sortie analogique :
On configure pour que la sortie analogique soit I’image de toute 1’étendue de mesure

Lorsque la configuration est compléte on 1’envoie au contrdleur.
Envoi de la configuration

i

File(F) Wiew(D) Communication{]) Communication Settingsi®) Help(H)

. q ; — VI Wiew Wiew
« H;g;“;sﬁg::[gs E Steoncdoﬁtggs @ Measurement H Received Light H Received Light

Walue W avefiorm “waveform

[rata Starage

Head-.t’-\l Head-B| ouT1 I DUT2| Camman settingsl Settings Listl
Pragram

Calculation - Measurement
| tio0 Lk ey Il Toerme®l
Mol

I easLrement 7 " j
Ma2 target(l] I S Miriirurn display unit() IU. 0007 from] 'l
MNo.3
Mo
No.5 Analog thraughfa) | OFF A

4=  Scaling, Offset{R) | 4= | Display, Analog(M]

Analog output

Mo
MNa.?

Etendue
FaztelZ]

Analog output zcaling

: I 40,0000 mrn S]I 10.000 %

Measurement Output
- voltage2[M]| -10.000 4

value][B1

Tension de sortie J

Global
initialization(2]

Contraller
Environment
SettinglE]

Copyp OUTT zettings[C] | Faste OUT settings] |

Operil) | Savels) | Exitx) HelplT) |

Vérification du fonctionnement :
Affichage des valeurs mesurées
Affichage de I’intensité regue par chaque pixel.

'~ Measurement ¥: J x|

@ Meazurement value
acquisition stop

¥ Head-A Received Light Waveform Display

| O Interupt acquining the received light data

'Head status W OUTT displapia] [~ OUT2 display(B]

HEAD A

B STABILITY
BRIGHT
DARK

[ ]

LK-G152

R R R Q[ A At fud ik ol mad

HEAD B
STABILITY
BRIGHT
DARK

Zero[1] Heset[2]| Timing(3] |

wiE Statistical Walue |ndication | Exxit Help[H]

= LK-Navigator .

File(F) Wiew(D) Communication() Communication Settings{o)  Help(H)

« Feceive seftings Send settings 3 i
from controler to contraler . rement

Exit

Help[H]

Head-4 I Head-B | auTl ornrnon sethings I Settings List I
Program
T e Calculation B |

Affiche I’intensité lumi-

Voir les valeurs mesurées : .
neuse sur les pixels

Affiche la position du spot
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GOP2

On utilise ce capteur sur un montage permettant de relever automatiquement le profil de pieces mécanique.

Application :

La résolution de la mesure dépend :

>

Déplacement relatif piece /

capteur

Altitude

»

[//a’%

KEYENCE

Profil de la piece mesuré

- en ordonnée de celle du capteur (voir performances du capteur page 3)
- en abscisse de la distance entre deux mesures

L’organisation fonctionnelle du systeme est la suivante
Le montage complet se compose du capteur et d’une table de translation motorisée permettant d’assurer le déplacement relatif

piece capteur.

Liaison USB
Configuration
Tension -10/+10V

\ 4

Ordinateur

Capteur

Controleur

Carte interface

Tension -
10/+10V

Interface de puis-
sance

Table de transla-
tion

Déplacements
Horloge et sens
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Glossaire

A

Affichage analogique : voit dispositif d'affichage INF X 07-001).
Affichage numérique : voir dispositif d'affichage (NF X 07-001).

Ajustage (d'un instrument de mesure) : opération destinée a amener un istrument de mesure a un état de fonctionnement convenant
a son utilisation. L'ajustage peut étre automatique, semi-automatique ou manuel (NF X 07-001).

Appareil de mesure : voir instrument de mesure INF X 07-001).
B

Biais : différence entre 'espérance mathématiqne d'an résultat d'essai ou résultat de mesure et 1a valenr vrase. e biais est une erreur systématique
totale par opposition a 'erreur aléatoire. 11 peut y avoir une ou plusieurs composantes d'erreurs systématiques qui contribuent au biais.
Une différence systématique importante par rapport a la valeur vraie est reflétée par une grande valeur du biais. Le biais (erreur de
Justesse) d'an instrument de mesure est normalement estimé en prenant la moyenne de l'erreur d'indication sur un nombre approprié d'ob-
servations répétées. L'etreur d'indication est : "l'indication d'un instrument de mesure moins une valeur vraie de la grandeur d'entrée
cotrespondante". Dans la pratique, la valeur de référence acceptée remplace la valeur vraie (ISO/DIS 3534-2).

Biais de la méthode de mesure : différence entre l'espérance mathématique des résultats d'essai obtenus 2 partir de tous les laboratoires
utilisant cette méthode et une valeur de référence acceptée. Un exemple de ceci serait le suivant : une méthode devant mesurer la teneur en
soufre d'un composé ne réussit pas normalement 2 extraire tout le soufre, conduisant 4 un biais négatif de la méthode de mesure. Le
biais de la méthode de mesure est mesuré par le déplacement de la moyenne des résultats d'un grand nombre de laboratoires diffé-
rents utilisant tous la méme méthode. Le biais de la méthode de mesure peut étre différent pour différents niveaux (NF ISO 5725-1).

Biais du laboratoire : différence entre l'espérance mathématique des résultats d'essai d'un laboratoire particulier et une valeur de référence

acceptée INF ISO 5725-1).

Budget d'incertitude : liste de sources d'incertitude et de leuts incertitudes-types associées, établie en vue d'évaluer 'incertitude-type composée
associée a un résultat de mesure. Cette liste peut comprendre en outre des informations telles que les coefficients de sensibilité, les de-
grés de liberté pour chaque incertitude-type et une identification des moyens d'évaluer chaque incertitude-type en des termes d'évalua-

tion de type A ou de type B (FD ISO/TS 21748).

C

Calibrage (d'un instrument de mesure) : positionnement matériel de chaque repere (éventuellement de certains repéres principaux
seulement) d'un zustrument de mesure en fonction de la valenr cotrespondante du mesurande. Ne pas confondre calibrage et étalonnage NF X
07-001).

Calibration : terme anglais traduit en frangais par éfalonnage.

Calibre : étendue d'échelle que 'on obtient pour une position donnée des commandes d'un zustrument de mesure. Le calibre est norma-
lement exprimé par ses limites inférieure et supérieute, par exemple "100 °C a 200 °C". Lorsque la limite inférieure est zéro, le calibre
est habituellement exprimé par la seule limite supérieure, par exemple un calibre de 0 V 2 100 V est appelé "calibre de 100 V" (NF X
07-001).

Caractéristique : trait distinctif. Une caractéristique peut étre intrinseéque ou assignée. Une caractéristique peut étre quantitative ou
qualitative. Il existe différents types de caractéristiques, tels que : physiques (par exemple, mécaniques, électriques, chimiques, biologi-
ques), sensorielles (par exemple, odeur, toucher, gout, aspect visuel, sonorité), comportementales (par exemple, courtoisie, honnéteté,
véracité), temporelles (par exemple, ponctualité, fiabilité, disponibilité), ergonomiques (par exemple, caractéristique physiologique ou
relative a la sécurité des personnes), fonctionnelles (par exemple, vitesse maximale d'un avion) ISO/DIS 3534-2).

Carte de contrdle : graphique sur lequel sont reportées les valeurs d'une mesure statistique faite sur une série d'échantillons dans un
ordre particulier pour otienter le processus en fonction de cette mesure et pour controler et réduire la variation. L'ordre patticulier est
généralement fondé sur un ordre chronologique ou de numéro d'échantillon. La carte de contrdle est plus efficace lorsque la mesure
concetne une vatiable du processus cottrélée a un produit final ou a une caractétistique de service ISO/DIS 3534-2).

Carte de Shewhart : carte de contrile principalement utilisée pour différencier une variation sur la mesure reportée ou due a des cazuses
aléatoires et celle due a des causes spéciales ISO/DIS 3534-2).

DT-Mise en ceuvre d'un systéme - S.T.S Génie Optigue Photonigue - Lycée Jean Mermoz - 68300 SAINT-LOUIS
7/18



GOP2 KEYENCE

Cause aléatoire — Cause commune : source de variation intrinségue tout au long d'un processus. Dans un processus soumis uniquement
a une variation de cause aléatoire, la variation est prévisible dans les limites statistiquement établies. La réduction de ces causes donne
lieu a l'amélioration du processus. Cependant, la mesure de leur identification, réduction et élimination fera l'objet d'une analyse
cout/bénéfice en termes de résolubilité technique et d'économie (ISO/DIS 3534-2).

Cause spéciale : source de variation au-dessus et en dessous de la variation intrinségue dans un processus. La "cause spéciale” est parfois
référencée comme "cause systématique". Une distinction doit toutefois étre faite. Une cause spéciale est systématique uniquement
lorsqu'elle est spécifiquement identifiée. Une cause spéciale survient du fait de circonstances spécifiques qui ne sont pas toujours
présentes. Ainsi, par exemple, dans un processus soumis a des causes spéciales, 'amplitude de la variation peut parfois ne pas étre

prévisible ISO/DIS 3534-2).
Certificat d'étalonnage : voir éalonnage NF X 07-001).

Classe : sous-ensemble d'individus d"un échantillon pour une caractéristique qualitative ou intervalle de la droite réelle pout une caracté-
ristique quantitative. Les classes sont supposées étre mutuellement exclusives et exhaustives. La droite réelle est constituée de tous les
nombres réels comptis entre moins l'infini et plus l'infini ISO/CD 4 3534-1).

Classe (cellule) dans une expérience de fidélité : résultats d'essai 2 un niveau unique, obtenus pat un laboratoire (NF ISO 5725-1).

Classe d'exactitude : classe d'instruments de mesure qui satisfont a certaines exigences métrologiques destinées a conserver les ervenrs
dans des limites spécifies (erreurs maximales tolérées). Une classe d'exactitude est habituellement indiquée par un nombre ou symbole
adopté par convention et dénommé zndice de classe (NF X 07-001).

Classe de distributions : famille particuliere de distributions qu'il est possible de spécifiet totalement par les valeurs de paramitres ap-
propriés. Par exemple, distribution normale symétrique en cloche a deux parameétres avec parameétres moyenne et écart-type (ISO/DIS
3534-2).

Client : destinataire d'un produit fourni par le fournissenr (NF EN 1SO 8402).

Coefficient de variation : dart-type divisé par la moyenne ISO/CD 4 3534-1).

Coefficient de variation de la répétabilité : voir éart-type de répétabilité (NF 1SO 5725-1).
Coefficient de variation de reproductibilité : voir écarr-type de reproductibilité INF 1SO 5725-1).

Composante laboratoire du biais : différence entre le biais du laboratoire et le biais de la méthode de mesure. 1.a composante laboratoire
du biais est spécifique a un laboratoire donné et aux conditions de mesure dans ce laboratoire, et peut également étre différente a
différents niveans: de l'essai. 1.a composante laboratoire du biais est relative au résultat de la moyenne générale et non 2 la valenr vraie ou de

référence INF 1SO 5725-1).

Conditions de répétabilité : condition ou les résultats d'essai ou de mesure indépendants sont obtenus par la méme méthode sur des
individus d'essai ou de mesure identiques sur la méme installation d'essai ou de mesure, par le méme opérateur, utilisant le méme équi-
pement et pendant un court intervalle de temps. Les conditions de répétabilité comprennent : le méme wode gpératoire ou la méme
méthode d'essai, le méme observateur, le méme nstrument de mesure ou d'essai utilisé dans les mémes conditions, le méme lieu, la répé-
tition durant une courte période de temps (ISO/DIS 3534-2).

Conditions de reproductibilité : condition ou les résultats d'essai ou de mesure indépendants sont obtenus par la méme méthode sur
des individus d'essai ou de mesure identiques sur différentes installation d'essai ou de mesute avec différents opérateurs et utilisant des
équipements différents (ISO/DIS 3534-2).

Cotrection : valenr ajoutée algébriquement au #ésultat brut d'un mesurage pour compenser une erveur systématique. lLa cotrection est égale a

l'opposé de l'erreur systématique estimée. Puisque l'erreur systématique ne peut pas étre connue parfaitement, la compensation ne
peut pas étre complete (NF X 07-001).

D

Dispositif d'affichage ; dispositif indicateur : partie d'un appareil de mesure qui affiche une indication. Ce terme peut inclure le dis-
positif a I'aide duquel la valeur fournie par une mesure matérialisée est affichée ou réglée. Un dispositif d'affichage analogique fournit un
affichage analogique ; un dispositif d'affichage numérique fournit un affichage numérique (NF X 07-001).

Distribution continue : voit /i de probabilité continue ISO/CD 4 3534-1).
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Distribution d'effectif : relation empirique entre les classes et leur nombre d'occurrences et de valeurs observées 1SO/CD 4 3534-1).

Distribution d'une caractéristique : toutes les valeurs d'une caractéristique. La distribution d'une caractéristique peut étre classée, par
exemple, en classant les valeurs de la caractéristique et en représentant les résultats des mesures ou les scotes sous la forme d'un tableau
de dépouillement ou d'un histogramme. Ce modéle fournit toutes les données de la caractéristiques a l'exception de l'ordre dans lequel
les données apparaissent. La distribution d'une caractéristique dépend de conditions générales. Ainsi, si l'on désire connaitre des in-
formations utiles sur la distribution d'une caractéristique, il convient de spécifier les conditions dans lesquelles les données ont été
recueillies. Il est important de connaitre la casse de distribution, par exemple /i normale ou log-normale, avant de prévoir ou d'estimer
V'aptitude ou les performances du processus ainsi que les indices ou la proportion de non conformes (ISO/DIS 3534-2).

Division : pattie d'une éehelle comprise entre deux repéres successifs quelconques (NF X 07-001).

E

Ecart-type : racine carrée positive de la variance. L'écart-type de 1'échantillon est un estimatenr sans biais de l'écart-type de la population
(NF ISO 3534-1).

Ecart-type de répétabilité : dart-type des résultats d'essai obtenus sous des conditions de répétabilité. C'est une mesure de la dispersion de
la loi de distribution des résultats d'essais sous des conditions de répétabilité. On peut définir de facon similaire la variance de répétabilité
et le coefficient de variation de la répétabilité et les utiliser comme mesures de la dispersion des résultats d'essai sous des conditions de répé-
tabilit¢ (NF ISO 5725-1).

Ecart-type de reproductibilité : darr-type des résultats d'essai obtenus sous des conditions de reproductibilité. C'est une mesure de la disper-
sion de la loi de distribution des résultats d'essais sous des conditions de reproductibilité. On peut définir de fagon similaire la variance
de reproductibilité et le coefficient de variation de reproductibilité et les utiliser comme mesures de la dispersion des tésultats d'essai sous des
conditions de reproductibilité (NF ISO 5725-1).

Ecart-type expérimental : pour une série de n mesurages du méme mesurande, grandeur s caractérisant la dispersion des résultats,
donnée par la formule :

Dans cette expression, x; est le résultat du i™¢ mesurage et X la moyenne arithmétique des n résultats considérés. En considérant la série
de n valeurs comme éhantillon d'une distribution, X est un estimatenr sans biais de la moyenne [ et s est un estimateur sans biais de

la zariance G~ de cette distribution (NF X 07-001).

Ecart-type expérimental de la moyenne : I'expression s / \/H est une estimation de l'éarr-tpe de la distribution de X et est appe-
lée écart-type expérimental de la moyenne (NF X 07-001).

Echantillon : sous-ensemble d'une population constitué d'une ou de plusieurs wnités d'échantillonnage. En fonction de la population con-
sidérée, les unités d'échantillonnage peuvent étre des individus, des valeurs numériques ou encore des entités abstraites ISO/CD 4
3534-1).

Echelle (d'un appareil de mesure) : ensemble ordonné de reperes avec toute chiffraison associée, formant partie d'un dispositif
indicateur d"un appareil de mesure (NF X 07-001).

Echelle linéaire : échelle dans laquelle la longueur et la valeur de chaque division sont reliées par un coefficient de proportionnalité
constant le long de I'échelle. Une échelle linéaire dont les échelons sont constants est appelée échelle réguliere NF X 07-001).

Echelle réguliére : voir échelle linéaire (NF X 07-001).

Effectif : nombre d'occurtences ou de valenrs observées dans une classe spécifiée (ISO/CD 4 3534-

1).

Erreur aléatoire : résultat d'un mesurage moins la moyenne d'un nombre infini de mesurages du méme mesurande, effectués dans des conds-

tions de répétabilité. Llerreur aléatoire est égale a l'errenr moins V'errenr systématique. Comme on ne peut faire qu'un nombre fini de mesura-
ges, il est seulement possible de déterminer une estimation de l'erreur aléatoire (NF X 07-001).
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Erreur aléatoire de résultat : composante de l'errenr qui, lors d'un certain nombre de résultats d'essai ou résultats de mesure, pour la
méme caractéristigne ou grandeur, vatie de facon imprévisible. Il n'est pas possible de corriger une etreur aléatoire ISO/DIS 3534-2).

Erreur (de mesure) : rdsultat d'un mesurage moins une valenr vraie du mesurande. Etant donné qu'une valeur vraie ne peut pas étre déter-
minée, on utilise une valeur conventionnellement vraie INF X 07-001).

Erreur de justesse (d'un instrument de mesure) : erreur systématigue d'indication d'un instrument de mesure. Llerreur de justesse est
normalement estimée en prenant la moyenne de l'errenr d'indication sur un nombre approprié d'observations répétées (NF X 07-001).

Erreur de résultat : résultat d'essai ou résultat de mesure moins la valeur vraie. Dans la pratique, la valenr de référence acceptée remplace la va-
leur vraie. L'etreur est la somme d'erreurs aléatoires du résultat et d'ervenrs systématigues du résultat (ISO/DIS 3534-2).

Erreur (d'indication) d'un instrument de mesure : indication d'un znstrument de mesure moins une valeur vraie de la grandeur d'entrée
cotrespondante. Etant donné qu'une valeur vraie ne peut pas étre déterminée, on utilise dans la pratique une valeur conventionnellement
vrate. Ce concept s'applique principalement lorsqu'on compare l'instrument a un ézalon de référence (NF X 07-001).

Etrreur relative : rapport de V'erreur de mesure 3 une valenr vraie du mesnrande. Etant donné qu'une valeur vraie ne peut pas étre détermi-
née, dans la pratique on utilise une valeur conventionnellement vraie INF X 07-001).

Erreur systématique : zoyenne qui résulterait d'un nombre infini de mesurages du méme mesurande, effectués dans les conditions de répéta-
bilité, moins une valeur varie du mesurande. L'erreur systématique est égale a 'erveunr moins 'errenr aléatoire. Comme la valeur vraie, l'er-
reur systématique et ses causes ne peuvent pas étre connues compléetement (NF X 07-001).

Erreur systématique de résultat : composante de l'errenr qui, lors d'un certain nombre de résultats d'essai ou résultats de mesure, pour la
meéme caractéristigne ou grandenr, demeure constante ou varie de facon prévisible. Les erreurs systématiques et leurs causes peuvent étre
connues ou inconnues (ISO/DIS 3534-2).

Erreurs maximales tolérées (d'un instrument de mesure) : valeurs extrémes d'une ervenr tolérée par des spécifications, réglement,
etc., pour un zustrument de mesure donné (NF X 07-001).

Espérance mathématique (d'une variable aléatoire ou d'une loi de probabilité) : pour une variable aléatoire continue X, ayant
pout fonction de densité de probabilité £(x), l'espérance mathématique, si elle existe, est définie par :

My = E(X) = [ xf(x)dx

L'intégrale est étendue au domaine de variation de X (NF ISO 3534-1).

Essai : opération technique qui consiste a déterminer une ou plusieurs caractéristiques ou la performance d'un produit, matériau, équi-
pement, organisme, phénomeéne physique, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié. L'essai est censé représenter sur
site ou au laboratoire les conditions rencontrées en service, auxquelles le produit ou I'équipement est soumis. Lors des essais, le pro-
duit peut trés souvent subir des déformations, des dégradations, voire méme une destruction complete (NF EN 45020). Le mesurage
est limité a la détermination de grandenrs alors que 'essai est utilisé dans un sens plus large pour déterminer des caractéristiques par mesu-
rage ou autres moyens tels que la quantification, le classement ou la détection de la présence ou de l'absence d'une caractéristique
(ISO/DIS 3534-2).

Estimateur : statistigne utilisée pout une estimation 1SO/CD 4 3534-1).

Estimation (opération) : opération ayant pour but, a partir dun éhantillon aléatoire prélevé d'une population, d'obtenir une représenta-
tion statistique de cette population. En particulier, 'opération de passage d'un estimateur a une estimation spécifique constitue une
estimation. Le terme "estimation" est considéré dans un large contexte pour comprendre l'estimation ponctuelle, l'estimation par
intervalle ou l'estimation de caractéristiques ou de propriétés de populations. Une représentation statistique fait souvent référence a
l'estimation d'un parameétre ou de paramétres issus d'un ou de modéles supposés (ISO/CD 4 3534-1).

Estimation (résultat) : valenr observée d'un estimatenr. 1'estimation est parfois associée a l'adjectif "ponctuelle” pour souligner qu'une
seule valeur est produite plutét qu'un intervalle de valeurs. De méme, 'estimation est associée a l'expression "par intervalle" lorsqu'il
s'agit de réaliser une estimation par intetvalle ISO/CD 4 3534-1).

Etalon : mesure matérialisée, appareil de mesure, matériau de référence ou systeme de mesure destiné a définir, réaliser, conserver ou
reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs d'une grandeur pour servir de référence (NF X 07-001).

Etalon de référence : étalon, en général de la plus haute qualité métrologique disponible dans un lieu donné ou dans une organisation
donnée, dont dérivent les mesurages qui y sont faits (NI X 07-001).
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Etalonnage : ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandenr indiquées
par un appareil de mesure ou un systéme de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de réfé-
rence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des éfalons. Le tésultat d'un étalonnage permet soit d'attribuer aux
indications les valeurs correspondantes du mesurande, soit de déterminer les corrections a appliquer aux indications. Un étalonnage peut
aussi servir a déterminer d'autres propriétés métrologiques telles que les effets de grandeurs d'influence. Le résultat d'un étalonnage peut
étre consigné dans un document patfois appelé certificat d'étalonnage ou rapport d'étalonnage INF X 07-001).

Etendue d'échantillon : plus grande statistique d'ordre moins la plus petite statistique d'ordre ISO/CD 4 3534-1).

Etendue de mesure : ensemble des valeunrs du mesurande pout lesquelles 'errenr d"un instrument de mesure est supposée comprise dans
des limites spécifiées. L'erreur est établie par référence a une valeur conventionnellement vraie INF X 07-001).

Evaluation de Type A (de l'incertitude) : méthode d'évaluation de l'incertitnde par I'analyse statistique de séries d'observations (NF
ENV 13005).

Evaluation de Type B (de l'incertitude) : méthode d'évaluation de l'incertitude par des moyens autres que l'analyse statistique de
séries d'observations (NF ENV 13005).

Exactitude : étroitesse de l'accord entre le résultat d'essai ou résultat de mesure et la valenr vrate. Dans la pratique, la valeur de référence acceptée
remplace la valeur vraie. Le terme "exactitude" appliqué a un ensemble de résultats d'essai ou de mesure, implique une combinaison
de composantes aléatoires et d'une erveur systématigne commune ou d'une composante de biais. L'exactitude fait référence a une combi-
naison de justesse et de fidélité 1SO/DIS 3534-2).

Exactitude d'un instrument de mesure : aptitude d'un instrument de mesure 2 donner des réponses proches d'une valeur vrase. Le
concept d'exactitude est qualitatif (NF X 07-001).

Expérience d'évaluation collective : expérience inter laboratoires dans laquelle la petformance de chaque laboratoite est évaluée en
utilisant la méme méthode de mesure normalisée sur un matériau identique (NF ISO 5725-1).

F

Facteur d'élargissement : facteur numérique utilisé comme multiplicateur de l'incertitude-type composée pour obtenir l'incertitude élargse.
Un facteur d'élargissement k a sa valeur typiquement comprise entre 2 et 3 (NF ENV 13005).

Facteur de correction : facteur numérique par lequel on multiplie le rédsultat brut d'un mesurage pour compenser une errenr systématique.
Puisque l'erreur systématique ne peut pas étre connue patfaitement, la compensation ne peut pas étre complete (NF X 07-001).

Fidélité : étroitesse d'accord entre des résultats d'essai ou résultats de mesure indépendants obtenus sous des conditions stipulées. La fidélité
dépend uniquement de la distribution des erreurs aléatoires et n'a aucune relation avec la valeur vraie ou la valeur spécifiée. La mesure de
la fidélité est exprimée en terme d'infidélité et est calculée a partir de I'éears-type des résultats d'essai ou de mesure. Une fidélité faible
est reflétée par un grand écart-type. Le terme "résultats d'essai indépendants" signifie des résultats obtenus d'une fagon non influen-
cée par un résultat précédent sur le méme matériau d'essai ou similaire. Les mesures quantitatives de la fidélité dépendent de fagon
critique des conditions stipulées. Les conditions de répétabilité et de reproductibilité sont des ensembles particuliers de conditions extrémes
stipulées (ISO/DIS 3534-2).

Fidélité d'un instrument de mesure : aptitude d'un instrument de mesure a donner des indications trés voisines lors de l'application
répétée du méme mesurande dans les mémes conditions de mesure. Ces conditions comprennent : réduction au minimum des varia-
tions dues a l'opérateur, méme mode opératoire de mesure, méme observateur, méme équipement de mesure utilisé dans les mémes condi-
tions, méme lieu, répétition durant une courte période de temps. La répétabilité peut s'exprimer quantitativement a l'aide de caractéris-
tiques de dispersion des indications (NI X 07-001).

Fonction de densité de probabilité (pour une variable aléatoire continue) : fonction non négative qui lorsqu'elle est intégrée de
moins l'infini a x donne la fonction de répartition évaluée en x d'une distribution continne. Si la fonction de répartition F est différentiable de
maniére continue, la fonction de densité de probabilité est alors notée :

dF(x)

f(x) =
dx
aux points ou la dérivée existe. Une représentation graphique de f(x) par rapport a x suggere des descriptions telles que symétrique,
pointue, aplatie, unimodale, bimodale, etc. Une représentation graphique d'une fonction ajustée f(x)sur un histogramme fournit une
évaluation visuelle de l'accord entre une distribution ajustée et les données (ISO/CD 4 3534-1).
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Fonction de répartition : fonction donnant pour toute valeur x, la probabilité que la variable aléatoire X soit inférieure ou égale a x (NF

ISO 3534-1) :
F(x)=P [X <x]
Fournisseur : organisme qui fournit un produit au client (NF EN I1SO 8402).

Fractile (d'une variable aléatoire) : le fractile d'ordre p est la valeur de la variable aléatoire pour laquelle la fonction de répartition prend
la valeur p (0 < p < 1) ou "saute" d'une valeur inférieure 2 p 2 une valeur supérieure 2 p (NF ISO 3534-1).

G

Grandeur : attribut d'un phénomene, d'un corps ou d'une substance, qui est susceptible d'étre distingué qualitativement et déterminé
quantitativement (NF X 07-001).

Grandeur d'influence : grandeur qui n'est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat d'un mesurage INF X 07-001).

H

Histogramme : représentation graphique d'une distribution d'effectif composée de rectangles contigus, ayant chacun une base égale a la
largenr de classe et une surface proportionnelle a l'effectif de la classe 1SO/CD 4 3534-1).

Incertitude (de mesure) : paramétre associé au résultat d'un mesurage (de mesure) (ou résultat d'essai), qui caractérise la dispersion des
valenrs qui pourraient raisonnablement étre attribuées au mesurande (a la grandenr particuliere soumise a mesurage ou a la caractéristique
soumise a essas). Le parameétre peut étre, par exemple, un éart-fype (ou un multiple de celui-ci) ou la demi-largeur d'un intervalle de
niveau de confiance déterminé. L'incertitude de mesure comprend, en général, plusieurs composantes. Certaines peuvent étre éva-
luées a partir de la distribution statistique des résultats de séries de mesurages et peuvent étre caractérisées par des écarts-types excpérimen-
tanx. Les autres composantes, qui peuvent aussi ¢tre caractérisées par des écarts-types, sont évaluées en admettant des /lois de probabilité,
d'apres l'expérience acquise ou d'apres d'autres informations. 11 est entendu que le résultat du mesurage est la meilleure estimation de la
valeur du mesurande, et que toutes les composantes de l'incertitude, y compris celles qui proviennent d'effets systématiques, telles que
les composantes associées aux corrections et aux étalons de référence, contribuent 2 la dispersion (NF X 07-001 & ISO/DIS 3534-2).

Incertitude élargie : grandeur définissant un intervalle, autour du résultat d'un mesurage, dont on puisse s'attendre a ce qu'il comprenne
une fraction élevée de la distribution des valeurs qui pourraient étre attribuées raisonnablement au mesurande. La fraction peut étre
considérée comme la probabilité ou le niveau de confiance de l'intervalle. L'association d'un niveau de confiance spécifique a l'intervalle
défini par l'incertitude élargie nécessite des hypothéses explicites ou implicites sur la lo7 de probabilité caractérisée par le résultat de
mesute et son certitude-type composée. Le niveau de confiance qui peut étre attribué a cet intervalle ne peut étre connu qu'avec la méme
validité que celle qui se rattache a ces hypotheses. Une incertitude élargie s'obtient par la multiplication de l'incertitude-type composée
uc(y) par un facteur d'élargissement k (NF ENV 13005).

Incertitude-type : incertitude du. résultat d'un mesurage exprimée sous la forme d'un éeart-type. Chaque estimation d'entrée x; et son incerti-
tude-type associée u(x;) sont obtenues a partir d'une loi des valeurs possibles de la grandeur d'entrée Xi. Cette /o7 de probabilité peut étre
fondée sur une distribution de fréquence, c'est-a-dire sur une série d'observations Xjx des Xi, ou ce peut étre une loi a priori. Les éva-
Inations de Type A des composantes de I'incertitude type sont fondées sur des distributions de fréquences alors que les évaluations de Type
B sont fondées sur des lois a priori. On doit reconnaitre que dans les deux cas, les lois sont des modéles utilisés pour représenter 1'état
de notre connaissance (NF ENV 13005).

Incertitude-type composée : incertitude du résultat d'un mesurage, lorsque ce résultat est obtenu a partir des valeurs d'autres grandenrs,
égale a la racine carrée d'une somme de termes, ces termes étant des variances ou covariances de ces autres grandeurs, pondérées selon la
variation du résultat de mesure en fonction de celle de ces grandeurs. L'darr-type estimé associé a l'estimation de sortie ou au résultat du
mesurage y, appelé incertitude-type composée et noté uc(y), est déterminé a partir de 1'écart-type associé a chaque estimation des gran-
deurs d'entrée xi, appelée incertitude-type et notée u(xj). L'incertitude-type de y, ou y est l'estimation du mesurande Y, donc le résultat
du mesurage, est obtenue par une combinaison appropriée des incertitudes-types des grandeurs d'entrée x1, Xo, ..., xn. Cette incerti-
tude-type composée de l'estimation y est notée uc.(y) (NF ENV 13005).

Indice d'aptitude du processus : indice définissant l'aptitude du processus pat rapport a la folérance spécifice. En général, l'indice
d'aptitude du processus est noté Cp, et exptimé comme la valeur de la tolérance spécifiée divisée par une mesure de la longueur de
V'intervalle de référence, pour un processus en état de maitrise statistique, a savoir :
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U-L
X

CP:X

99,865%  “>0,135%

Pour une distribution normale, l'intervalle de référence est égal a 6s ou 66 (ISO/DIS 3534-2).
Indice de classe : voit classe d'exactitude (NF X 07-001).
Indice de performance du processus : indice définissant la performance du processus par rapport a la zolérance spécifice. En général,

lindice de performance du processus est noté Pp, et exprimé comme la valeur de la tolérance spécifiée divisée par une mesure de la
longueur de 'intervalle de référence, a savoir :

U-L
-X

P, =

P

X

99,865% 0,135%

Pour une distribution normale, l'intervalle de référence est égal a 6s ou 66 (ISO/DIS 3534-2).

Individu : objet, entité, tout élément concret ou perceptible. Par exemple : une entité physique discrete, une quantité définie de maté-
tiau en vrac, une activité, une personne, un systéme ou une combinaison de I'ensemble (ISO/DIS 3534-2).

Instrument de mesure : dispositif destiné a faire des mesurages, seul ou associé a un ou plusieurs dispositifs annexes (NF X 07-001).

Intervalle de référence Xog gesv, - Xo,135% : intervalle compris entre le fractile de distribution 99,865%, Xoo ges, ct le fractile de distribu-
tion 0,135%, Xo,135%, exptimé par la différence Xoogssn-Xo,135%. Ce terme n'est utilisé que comme base arbitraire mais réduite pour
définir V'indice de performance du processus Py et V'indice d'aptitude du processus Cp. 11 est patfois désigné a tort comme intervalle "naturel".
Pour une distribution normale, l'intervalle de référence peut étre exprimé en darfs-types comme 66 ou 6s lorsqu'il est évalué a partir
d'un échantillon ISO/DIS 3534-2).

J

Justesse : étroitesse de l'accord entre 'espérance mathématigne d'an résultat d'essai d"un résultat de mesure et la valenr vraie. 1a mesure de la
justesse est généralement exprimée en terme de biais. Dans la pratique, la valenr de référence acceptée remplace la valeur vraie (ISO/DIS

3534-2).

Justesse d'un instrument de mesure : aptitude d'un instrument de mesure 2 donner des indications exemptes d'ervenr systématique (NF X
07-001).

L

Largeur de classe : différence entre la borne supétieure et la borne inférieute d'une casse ISO/CD 4 3534-1).

Ligne centrale : ligne sur le graphique d'une carte de contrile représentant 'objet prévu ou la moyenne historique de la statistigne reprise
graphiquement (ISO/DIS 3534-2).

Limite de contréle : valeur utilisée pour déterminer la stabilité d'un processus. Des lignes de contrdles sont tracées sur une carte de
controle pour représenter les limites de controle. Les limites de contréle indiquent des fronticres déterminées statistiquement pour les
écarts par rapport a la Jigne centrale de la valeur statistique reportée sur une carte de Shewart uniquement dus a des causes aléatoires
(ISO/DIS 3534-2).

Limite de répétabilité : valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité de 95%, la valeur absolue de la différence entre
deux résultats d'essai, obtenus sous des conditions de répétabilité. Le symbole utilisé est + (NF ISO-5725-1).

Limite de reproductibilité : valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité de 95%, la valeur absolue de la différence
entre deux 7ésultats d'essai, obtenus sous des conditions de reproductibilité. Le symbole utilisé est R (NF ISO-5725-1).

Limite de spécification, limite de tolérance : borne de conformité spécifiée pour une caractéristigne (ISO/DIS 3534-2). Valeuts
spécifiées de la caractéristique donnant les bornes supérieure et/ou inférieure de l'exigence spécifiée (FD X 07-022).

Loi de probabilité continue ; distribution continue : /&7 de probabilité pour laquelle la fonction de répartition évaluée a x peut étre ex-
primée comme une intégrale d'une fonction non négative de moins l'infini 2 x ISO/CD 4 3534-1).
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Loi de probabilité (d'une variable aléatoire) : fonction déterminant la probabilité qu'une variable aléatoire prenne une valeur donnée
p A q p t
quelconque ou appartienne 2 un ensemble donné de valeurs. La probabilité couvrant 'ensemble des valeurs de la vatiable est égale a 1

(NF ISO 3534-1).

Loi normale ; loi de Gauss ; loi de Laplace-Gauss : distribution continue avec pout fonction de densité de probabilité 1SO/CD 4 3534-

1):

L | Gy
X —_—— > >
o/2m P 267

f(x)=

Loi normale centrée réduite ; loi de Gauss centrée réduite : /i normale avec W =0 et O =1. La fonction de densité de probabilité de
la loi normale centrée réduite s'écrit ISO/CD 4 3534-1) :

f(u)= exp[—%uz} —oo < u < +oo

1
V2T
Loi uniforme ; loi rectangulaire : distribution continue avec pout fonction de densité de probabilité :

a<x<b

f)= b—a

La loi uniforme avec 2 =0 et b =1 est la loi sous-jacente pour des générateurs de nombres aléatoires types (ISO/CD 4 3534-1)

M

Matériau de référence : matériau ou substance dont une (ou plusieurs) valeur(s) de la (des) propriété(s) est (sont) suffisamment
homogene(s) et bien définie(s) pour permettre de l'utiliser pour 1'¢alonnage d'un appareil, I'évaluation d'une méthode de mesurage ou
l'attribution de valeurs aux matériaux. Un matériau de référence peut se présenter sous la forme d'un gaz, d'un liquide ou d'un solide,
putr ou composé. Des exemples sont I'eau pour I'étalonnage des viscosimétres, le saphir qui permet d'étalonner la capacité thermique
en calorimétrie et les solutions utilisées pour I'étalonnage dans I'analyse chimique (NF X 07-001).

Médiane : fractile d'ordre 0,5 (NF ISO 3534-1).

Mesurage : ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer une valenr d'une grandenr. (NF X 07-001). Pour cette définition, une
grandenr peut étre une "grandeur de base" telle que la masse, la longueur, le temps ou une "grandeur dérivée" telle que la vitesse (quo-
tient de la longueur par le temps). Le mesurage est limité a la détermination de grandeurs alors que l'essaZ est utilisé dans un sens plus
large pour déterminer des caractéristiques par mesurage ou autres moyens tels que la quantification, le classement ou la détection de la
présence ou de l'absence d'une caractéristique (ISO/DIS 3534-2).

Méthode de mesure : succession logique des opérations, décrites d'une maniére générique, mises en ceuvre lors de l'exécution de
mesurages. La méthode de mesure peut étre qualifiée de diverses fagons telles que : méthodes de substitution, méthode différentielle,
méthode de zéro (NF X 07-001).

Mesurande : grandeur particuliére soumise a mesurage. Par exemple, la pression de vapeur d'un échantillon donné d'eau a 20°C. La
définition du mesurande peut nécessiter des indications relatives a des grandeurs telles que le temps, la température et la pression (NF
X 07-001).

Métrologie : science de la mesure. La métrologie embrasse tous les aspects aussi bien théoriques que pratiques se rapportant aux
mesurages, quelle que soit 1'zncertitude de ceux-ci et dans quelque domaine de la science ou de la technologie que ce soit (NF X 07-001).

Mode opératoire (de mesure) : ensemble des opérations, décrites d'une maniére spécifique, mises en ceuvre lors de 'exécution de
mesurages particuliers selon une méthode de mesure donnée (NF X 07-001).

Mode¢le de distribution : distribution spécifiée ou classe de distributions. Un modéle de distribution pour une caractéristique de produit
telle que le diametre d'un boulon peut étre la /i normale avec une moyenne de 15 mm et un éeart-type de 0,05 mm. 1l s'agit d'un modele
totalement spécifié. Un modele pour le diametre de boulons peut étre la classe de distributions normales sans spécification d'une
distribution particuliere. Il s'agit d'un modele a classes de distributions normales (ISO/DIS 3534-2).
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Moyenne d'échantillon — Moyenne — Moyenne arithmétique : somme des variables aléatoires dans un échantillon aléatoire divisée par
le nombre de termes de la somme. La moyenne d'échantillon considérée comme une statistigue est souvent utilisée comme un estima-
tenr de la moyenne d'une population. Un synonyme courant est la moyenne atithmétique (ISO CD 4 3534-1). Le terme anglais "mean"
est utilisé généralement en référence au parameétre d'une population et le terme "average" en référence a un calcul sur des données
d'un échantillon (NF ISO 3534-1).

N

Niveau de 1'essai dans une expérience de fidélité : moyenne générale des résultats d'essai de tous les laboratoires pour un matériau ou
un spécimen particulier essayé (NI ISO 5725-1).

P

Paramétre de population : mesure synthétique des valeurs d'une caractéristique donnée d'une population. Les parametres de population
sont généralement représentés par des lettres grecques minuscules en italique ISO/DIS 3534-2).

Population : totalité des individus pris en considération. Une population peut étre réelle et finie, réelle et infinie ou totalement hypo-
thétique ISO/CD 4 3534-1).

Principe de mesure : base physique d'un mesurage. Par exemple : l'effet thermoélectrique utilisé pour le mesurage de la température,
l'effet Josephson utilisé pour le mesurage de la tension électrique, l'effet Doppler utilisé pour le mesurage de la vitesse, I'effet Raman
utilisé pour le mesurage du nombre d'onde des vibrations moléculaires (NF X 07-001).

Probabilité : nombre réel dans l'intervalle fermé [0 ; 1] attribué a un événement (ISO/CD 4 3534-1).

Processus : ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. Les éléments
d'entrée d'un processus sont généralement les éléments de sortie d'autres processus. Les processus d'un organisme sont généralement
planifiés et mis en ceuvre dans des conditions maitrisées afin d'apporter une valeur ajoutée ISO/DIS 3534-2).

Processus en état de maitrise — Processus stable : processus uniquement soumis a des causes aléatoires 1SO/DIS 3534-2).

Produit : résultat d'un processus. 11 existe quatre catégories génériques de produits : les services (par exemple, le transport), les logiciels
(par exemple, un programme informatique), les matériels (par exemple, les pieces mécaniques d'un moteur), les produits issus d'un
processus a caractere continu (par exemple, un lubrifiant). De nombreux produits sont constitués d'éléments appartenant a différentes
catégories génériques de produits. La qualification du produit comme setvice, logiciel, matériel ou produit issu d'un processus a carac-
tere continu dépend de I'élément dominant (ISO/DIS 3534-2)

Q

Qualité : ensemble de propriétés et caractéristignes d'un produit, d'un processus, d'un organisme ou d'un service qui lui conférent son apti-
tude a satisfaire des besoins exprimés ou implicites (NF EN ISO 8402).

R

Rapport d'étalonnage : voir éfalonnage INF X 07-001).
Réglage (d'un instrument de mesure) : gjustage utilisant uniquement les moyens mis a la disposition de I'utilisateur (NF X 07-001).

Regle de décision : une décision est caractérisée par le choix d'une solution unique parmi I'ensemble des solutions possibles. Une
regle de décision permet d'aboutir a une décision a partir de données d'entrée. Dans le domaine de la conformité prononcée a pattir
de résultats de mesure, les données d'entrée sont : la spécification, le résultat de mesure, l'incertitude de mesure, les risques Client et Founrnissenr,
définis de préférence par un accord préalable entre les deux parties (FD X 07-022).
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Répétabilité (des résultats d'un mesurage) : étroitesse de l'accord entre les résultats des mesurages successifs du méme mesurande,
mesurages effectués dans des mémes conditions de mesure. Ces conditions sont appelées condition de répétabilité. 1.a répétabilité peut
s'exprimer quantitativement a l'aide des caractéristiques de dispersion des résultats (NF X 07-001). Fidélité sous des conditions de répétabi-
lité 1ISO/DIS 3534-2).

Reproductibilité (des résultats d'un mesurage) : étroitesse de 'accord entre les résultats des mesurages du méme mesurande, mesurages
effectués en faisant varier les conditions de mesure. Pour qu’une expression de la reproductibilité soit valable, il est nécessaire de
spécifier les conditions que ’on fait varier. Les conditions que 'on fait varier peuvent comprendre : le principe de mesure, la méthode de
mesure, observateut, Vinstrument de mesure, U'étalon de référence, le lieu, les conditions d’utilisation, le temps. La reproductibilité peut s'ex-
ptimer quantitativement 4 l'aide des caractéristiques de dispersion des résultats (NF X 07-001). Fidélité sous des conditions de reproductibi-
lité 1ISO/DIS 3534-2).

Résolution (d'un dispositif afficheur) : la plus petite différence d'indication d'un dispositif affichenr qui peut étre percue de manicre
significative. Pour un dispositif afficheur numérique, différence d'indication qui correspond au changement d'une unité du chiffre le
moins significatif. Ce concept s'applique aussi a un dispositif enregistreur (NF X-07-001).

Résultat d'essai : valeur d'une caractéristique obtenue par l'application d'une méthode d'essai spécifiée. L.a méthode d'essai spécifie
qu'un nombre donné d'observations individuelles soient faites, et leut moyenne, ou une autre fonction appropriée (telle que la wédiane
ou l'écart-type) soit reportée comme résultat d'essai. Elle peut aussi spécifier que des corrections normalisées soient appliquées, telles que
la cotrection de volume de gaz a des températures et pressions normalisées. Un résultat d'essai peut donc étre calculé a pattir de plu-
sieurs valeurs observées. Dans le cas simple, le résultat d'essai est la valeur obsetvée elle-méme (ISO/DIS 3534-2).

Résultat d'essai / de mesure indépendant : résultat d'essai ou résultat de mesure obtenu d'une fagon non influencée par un résul-
tat d'essai ou de mesure précédent sur le méme matériel d'essai ou de mesure ou similaire (ISO/DIS 3534-2).

Résultat de mesure : valeur d'une grandenr obtenue par l'application d'un mode gpératoire (de mesure) spécifié. Le mode opératoire (de
mesure) est défini dans le Vocabulaire International de Métrologie comme l'ensemble des opérations, décrites d'une maniére spécifi-
que, mises en ceuvre lors de l'exécution de mesurages particuliers selon une méthode données. Il donne habituellement assez de dé-
tails pour qu'un opérateur puisse effectuer un mesurage sans avoir besoin d'autres informations (ISO/DIS 3534-2).

Résultat d'un mesurage : valeur attribuée a un mesurande, obtenue par mesurage. Lotsqu'on donne un résultat, on indiquera claire-
ment si 'on se référe a l'indication, au résultat brut, au résultat cortigé et si cela comporte une moyenne obtenue 2 partir de plusieurs
valeurs. Une expression compléte du résultat d'un mesurage comprend des informations sur 'zncertitude de mesure (NF X 07-001).

Risque Client, risque Fournisseur : le risque Client (noté ) est le risque que, dans une relation client-fournisseut, le Client accepte
un produit non conforme. Le Client souhaite que la probabilité d'accepter un produit non conforme soit faible. Le risque Client est
défini par le produit de cette probabilité par le cotit pour le Client d'accepter un produit non conforme. Ce cotit dépend de la nature
du produit et des conséquences de l'utilisation par le Client d'un produit non conforme. A l'inverse, le risque Fournisseur (noté o) est
le risque que, dans une relation client-fournisseur, le Fournisseur se voit refuser un produit conforme. Le Fournisseur souhaite que la
probabilité de refuser un produit conforme soit faible. Le risque Fournisseur est alors le produit de cette probabilité par le cott, pour
le Fournisseur que soit refusé un produit conforme. Ce cott est lié, par exemple, au coit de mise au rebut ou de traitement (reprise,
tti, etc.) d'un produit refusé (FD X 07-022).

S

Sensibilité : quotient de l'accroissement de la réponse d'un zustrument de mesure par I'accroissement correspondant du signal d'entrée.
La valeur de la sensibilité peut dépendre de la valeur du signal (NF X 07-001).

Service : produit qui est le résultat d'au moins une activité réalisée a l'interface entre le fournisseur et le client. La prestation d'un service
peut impliquer par exemple : une activité réalisée sur un produit tangible fourni par le client (par exemple, la réparation d'une voiture),
la fourniture d'un produit tangible (pat exemple, dans l'industrie des transports), la fourniture d'un produit immatériel (par exemple, la
transmission de connaissances), la création d'une ambiance pout le client (par exemple, dans les hotels et les restaurants) ISO/DIS
3534-2).

Spécification : document formulant les exigences auxquelles le produit, le processus ou le service doit étre conforme. Dans la me-
sure ou cela est réalisable, il est souhaitable que les exigences soient exprimées numériquement, avec les wuités convenables et en y
incluant leurs Jmites de spécification. Une spécification est établie par une personne, un organisme, dans un contrat, un cahier des charges
ou une réglementation (FD X 07-022).

Statistique : fonction totalement spécifiée de variables aléatoires ISO/CD 4 3534-1).
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Statistique d'ordre : statistique déterminée par le rang qu'elle occupe dans un ordre non décroissant de variabies aléatoires 1SO/CD 4
3534-1).

Systéme international d'unités (SI) : systéme cohérent d'wnités adopté et recommandé par la Conférence Générale des Poids et
Mesures (CPGM) (NF X 07-001).

T

Tolérance spécifiée : différence entre les lmites supérieure et inférienre de spécification ISO/DIS 3534-2).

Tragabilité : propriété du résultat d'un mesurage ou d'un éfalon tel qu'il puisse étre relié a des références déterminées, généralement des
étalons nationaux ou internationaux, par l'intermédiaire d'une chaine ininterrompue de comparaisons ayant toutes des zucertitudes dé-
terminées. Ce concept est souvent exprimé par l'adjectif tragable. La chaine ininterrompue de comparaisons est appelée chaine de
raccordement aux étalons ou chaine d'étalonnage. La maniére dont s'effectue la liaison aux étalons est appelée raccordement aux
étalons (NF X 07-001).

U

Unité d'échantillonnage : unité individuelle en laquelle une population est divisée. Selon les circonstances, le plus petit individu
considéré peut €tre un individu, un ménage, un district scolaire, une circonscription, etc ... (ISO/CD 4 3534-1).

Unité (de mesure) : grandeur particuliere, définie et adoptée par convention, a laquelle on compare les autres grandeurs de
méme nature pour les exprimer quantitativement par rapport a cette grandeur. Des noms et des symboles sont attribués par con-
vention aux unités de mesure (NF X 07-001).

\'

Valeur aberrante : ¢lément d'un ensemble de valeurs qui est incohérent avec les autres éléments de cet ensemble. L'ISO 5725-2
spécifie les tests statistiques et le niveau de signification a utiliser pour identifier les valeurs aberrantes dans les expériences de justesse
et de fidélité (NF ISO-5725-1).

Valeur conventionnellement vraie (d'une grandeur) : valeur attribuée a une grandenr particuliere et reconnue, parfois par conven-
tion, comme la représentant avec une zucertitude appropriée pour un usage donné (NF X 07-001). Valenr d'une grandenr ou d"une caracté-
ristique quantitative qui peut étre substituée a la valeur vraie dans un but déterminé. Au sein d'une organisation, la valeur attribuée a un
étalon de référence peut étre prise comme étant la valeur conventionnellement vraie de la grandeur ou de la caractéristique quantitative
réalisée par 1'éfalon. Une valeur conventionnellement vraie est, en général, considérée comme suffisamment proche de la valeur vraie
pout que la différence puisse étre non significative pout le but donné ISO/DIS 3534-2).

Valeur (d'une grandeur) : expression quantitative d'une grandenr particuliere, généralement sous la forme d'une #nité de mesnre multi-
pliée par un nombre (NF X 07-001).

Valeur de référence acceptée : valeur qui sert de référence, selon un agrément pour une comparaison. La valeur de référence pour
acceptation résulte : d'une valeur théorique ou établie, fondée sur des principes scientifiques ; d'une valeur assignée ou certifiée, fon-
dée sur les travaux d'une organisation nationale ou internationale ; d'une valeur de consensus ou certifiée, fondée sur un travail expé-
rimental en collaboration et placé sous les auspices d'un groupe scientifique ou technique ; de l'espérance, c'est-a-dire la mgyenne de la
population spécifiée dans les cas ou les exemples précédents ne sont pas applicables ISO/DIS 3534-2).

Valeur observée : valeur obtenue d'une propriété associée a un élément d'un éhantillon 1SO/CD 4 3534-1).

Valeur vraie (d'une grandeur) : valeur compatible avec la définition d'une grandenr particuliére donnée. C'est une valeur que l'on
obtiendrait par un mesurage parfait. Toute valeur vraie est par nature indéterminée (NF X 07-001). Valeur qui caractérise une grandeur
ou une caractéristigue quantitative parfaitement définie dans les conditions qui existent lorsque cette grandeur ou caractéristique quanti-
tative est considérée. La valeur vraie d'une grandeur ou d'une caractéristique quantitative est une notion théorique et, en général, ne
peut pas étre connue exactement (ISO/DIS 3534-2).

Variable aléatoire : variable pouvant prendre n'importe quelle valeur d'un ensemble déterminé de valeurs, et a laquelle on associe
une /i de probabilité. Une variable aléatoire qui ne peut prendre que des valeurs isolées est dite "discrete". Une variable aléatoire qui
peut prendre toute valeur a l'intérieur d'un intervalle fini ou infini est dite "continue" (NF ISO 3534-1).

Variable aléatoire centrée : variable aléatoire dont la moyenne a été soustraite. Une variable aléatoire centrée a une moyenne égale a
zéro. Si la variable aléatoire X a une espérance mathématigne égale i p, la variable aléatoire correspondante est X — L avec une moyenne
égale a zéro (ISO/CD 4 3534-1).
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Variable aléatoire centrée réduite : variable aléatoire centrée dont 1'écart-type est égal a 1. Si la distribution de la variable X a une
moyenne p et un écart-type O, la variable aléatoire centrée réduite correspondante est alors (ISO/CD 4 3534-1) :

(X—p)
(0}

Variance : mesure de dispersion qui est la somme des carrés des écarts des observations par rapport a leur moyenne divisée par un
nombre égal au nombre d'obsetvations moins un. La vatiance de 'échantillon est un estimatenr sans biais de la variance de la population

(NF ISO 3534-1).
Variance de répétabilité : voir écart-type de répétabilité INF 1ISO 5725-1).
Variance de reproductibilité : voir écart-type de reproductibilité INF 1SO 5725-1).

Variance d'une loi de probabilité : espérance mathématique du carré de la variable aléatoire centrée :
2 2
0’ =V(X)=E[X-E((X)]

(NF ISO 3534-1).

Variation : différences entre les valeurs d'une caractéristigne ISO/DIS 3534-2).

Variation intrinséque du processus : variation observée lorsqu'un processus est en état de maitrise 1ISO/DIS 3534-2).

DT-Mise en ceuvre d'un systéme - S.T.S Génie Optigue Photonigue - Lycée Jean Mermoz - 68300 SAINT-LOUIS
18/18



